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PROCEDE ET DISPOSITIF OPTOELECTRONIQUE ©'INSPECTION 
D'UNE SURFACE DE REVOLUTION D'UN RECIPIENT 

La presente invention concerne le domaine technique de l'inspection 
opto61ectronique d'objets creux ou recipients, au sens general, a caractere notamment 
5 transparent ou translucide, tels que par exemple, des bouteilles, des pots ou des 
flacons en verre, en vue de controler ou d'evaluer des caracteristiques presentees par 
un tel recipient. 

L'objet de 1 'invention trouve une application particulierement avantageuse 
pour detecter au niveau de la bague d'un objet transparent ou translucide, des defauts 
10 de surface. 

L'objet de Finvention trouve une autre application visant a detecter les defauts 
dits « de remontee de bague » correspondant k la presence d'une bavure sur la partie 
interne du bord de la bague d'un recipient. 

Dans Tart anterieur, il est connu de nombreuses solutions techniques pom: 

15 inspecter des recipients en vue de determiner notamment des defauts. D'une maniere 
generate, un dispositif d'inspection comporte un systeme d'eclairage fournissant un 
faisceau lumineux incident de revolution eclairant la surface de la bague du recipient 
Un tel dispositif d'inspection comporte egalement un systeme de formation d'une 
image de la surface de la bague. Un tel systdme comporte notamment une cam6ra et 

20 un objectif disposes pour recuperer les faisceaux lumineux reflechis par la bague du 
recipient. La presence d'un defaut perturbe la reflexion de la lumiere, de sorte qu'une 
analyse du signal video delivre par la camera permet de determiner la presence dudit 
defaut. 

Un tel dispositif d'inspection pr6sente un inconv6nient majeur lie au probleme 
25 des reflexions parasites des rayons lumineux incidents provenant en particulier du 
fond et de la paroi du recipient. Ces parasites lumineux qui apparaissent sur l'image 
compliquent le traitement de l'image alin de determiner la presence effective ou non 
rfe HAfants. H existe un r6el risque qu'un recipient soit considere a tort comme 
defectueux en raison de tels parasites. A Pinverse et de maniere plus grave, ces 
30 parasites lumineux sont k meme d'empecher parfois la detection de defauts presents 
sur-le recipient 
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Le document DE 299 07 762 ctecrit un dispositif visant a detecter les defauts 
apparaissant sur le goulot d'un recipient en mettant en oeuvre au moins deux sources 
lumineuses de couleurs diffSrentes. Par exemple, le goulot d'un recipient est eclaire 
par trois faisceaux lumineux concentriques de couleurs rouge, vert et bleue 6clairant 
5 chacun un secteur annulaire different. II est a noter que les angles d'eclairage des 
sources lumineuses sont differents de maniere a obtenir un angle convenable de 
reflexion des faisceaux incidents couvrant toute la surface de bague inspectee. 

H s'avere que le positionnement des sources lumineuses est relativement 
delicat a mener a bien. Par ailleurs, le principe de fonctionnement d'un tel dispositif 
10 conduit a rapparition de reflexions parasites, ce qui nuit k la qualite de detection des 
defauts sur les recipients. 

n apparait done le besoin de disposer d'une methode d'inspection 
optoelectronique de la surface de revolution d'lm ofejet creux, con9u pour eliminer 
les parasites lumineux de maniere k fiabiliser la procedure d'inspection de tels 
15 recipients. 

L'objet de Pinvention vise done k proposer un precede optoelectronique 
d'inspection d'une surface de revolution d'un recipient comportant les etapes 
suivantes : 

- eclairer la surface a inspecter k l'aide d'un syst£me d'eclairage presentant 
20 un axe de revolution situe dans le prolongement de l'axe de revolution du recipient, 

et comportant au moins trois spectres de rayonnement donnes, 

- former une image de la surface a inspecter a l'aide d'une camera, 

- et analyser Pimage formee en vue de controler des caracteristiques de la 
surface k inspecter. 

25 Le precede consiste : 

- k eclairer selon au moins trois secteurs angulaires emettant chacun un 
spectre de rayonnement donne et disjoint de tous les spectres des autres secteurs, 

- et a former pour chaque secteur angulaire de la surface a inspecter, une 
image en seiectionnant uniquement les rayons lumineux renvoyes par la surface et 

30 pr6sentant un desdits spectres de rayonnement donne, de maniere a eliminer les 
rayons lumineux parasites dont le specixe-de rayonnement ne correspond pas a celui 
seiectionne pour ledit secteur angulaire. 
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Selon une variante preferee de realisation, le precede selon 1* invention consiste 
a former pour chaque secteur angulaire de la surface a inspecter, une image en 
s61ectionnant uniquement les rayons lumineux renvoyes par la surface et provenant 
d'un secteur angulaire du systeme d'6clairage situe du meme cot6 que ledit secteur 
5 angulaire de la surface a inspecter par rapport a 1 'axe de revolution. 

Selon cette variante pref6ree de realisation, les parasites dus a la lumidre issue 
de la partie de la source opposee sont supprimes puisque seule la lumiere issue de la 
partie de la source adjacente est prise en compte pour Finspection de la surface du 
recipient. 

10 Selon une autre variante de realisation, le proedde selon F invention consiste 

pour chaque secteur angulaire de la surface a inspecter, a former une image en 
selectionnant uniquement les rayons lumineux renvoyes par la surface et provenant 
d'un secteur angulaire du systeme d'eclairage situe du cote oppose dudit secteur 
angulaire par rapport a Faxe de revolution. 

15 Avantageusement, le procede consiste a eclairer la surface a inspecter en 

secteurs angulaif es de valeurs egales. 

Avantageusement encore, le procede consiste a eclairer par des spectres de 
rayonnement correspondant chacun a une couleur donnee. 

Une application du procede selon Pinvention consiste k analyser Fimage 

20 formee pour determiner les defauts de bavure ou de surface d'une bague d'un 
recipient. 

Un autre objet de rinvention est de proposer un dispositif d'inspection 
comportant : 

- un systeme d'eclairage presentant un axe de revolution situe dans le 
25 prolongement de Faxe de revolution du recipient, et comportant au moins trois 

spectres de rayonnement donn6, 

- et un systeme de formation d'une image de la surface a inspecter 
comportant une camera et des moyens d'analyse de Fimage en vue de controler des 
caracteristiques de la surface k inspecter. 

30 Selon Finvention, 
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- le syst&me d'eclairage presente une surface d'eclairage divis6e en au 
moins trois secteurs angulaires 6mettant chacun un spectre de rayonnement donne et 
disjoint de tous les spectres des autres secteurs, 

- le systeme de formation, forme pour chaque secteur angulaire de la surface 
5 k inspecter une image en selectionnant uniquement les rayons lumineux renvoyes par 

la surface et presentant un desdits spectres de rayonnement donne, de maniere a 
61iminer les rayons lumineux parasites dont le spectre de rayonnement ne correspond 
pas a celui selectionne pour ledit secteur angulaire. 

Selon une variante preferee de realisation, le dispositif comporte un systeme de 

10 formation d'images formant pour chaque secteur angulaire de la surface a inspecter, 
une image en selectionnant uniquement les rayons lumineux renvoyes par la surface 
et provenant d'un secteur angulaire du systeme d'eclairage situe du meme c6te que 
ledit secteur angulaire de la surface k inspecter, par rapport a Faxe de revolution. 

Selon une autre variante de realisation, le dispositif comporte un systeme de 

15 formation d'images formant pour chaque secteur angulaire de la surface a inspecter, 
une image en selectionnant uniquement les rayons lumineux renvoyes par la surface 
et provenant d'un secteur angulaire du systeme d'eclairage situe du cote oppose que 
ledit secteur angulaire de la surface k inspecter, par rapport a Paxe de revolution. 

Selon une premiere forme de realisation du systeme d'eclairage, ledit systeme 

20 comporte une source annulaire presentant Fensemble des spectres de rayonnement 
donnes et une serie d'au moins trois filtres disposes entire la source annulaire et la 
surface a inspecter, s'etendant chacun sur un secteur angulaire, chaque filtre 
presentant un spectre de transmission donne disjoint de celui des autres filtres. 

Selon une deuxieme forme de realisation du systeme d'eclairage, ledit systeme 

25 comporte une serie de sources lumineuses elementaires telles que des diodes 
electroluminescentes r6parties selon au moins trois secteurs angulaires, en 6mettant 
pour chaque secteur angulaire un spectre lumineux disjoint entre eux. 

Selon une premiere forme de realisation du systeme de formation d'images, 
ledit systeme comporte une serie d'au moins trois filtres interposes entre la camera et 

30 la surface a inspecter en s'etendant chacun sur un secteur angulaire, chaque filtre 
presentant un spectre de txansmission-donrA disjoint de celui des autres filtres. 
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Selon une deuxieme forme de realisation du systeme de formation d'images, 
ledit systeme comporte des moyens de traitement des signaux delivres par une 
camera couleur de maniere a obtenir, pour chaque secteur angulaire de la surface k 
inspecter, un signal representatif d'un spectre de rayonnement donne. 
5 Diverses autres caracteristiques ressortent de la description faite ci-dessous en 

reference aux dessins annexes qui montrent, a titre d'exemples non limitatifs, des 
formes de realisation de Tobjet de Tinvention. 

La Figure 1 est une vue en elevation d'un dispositif d'inspection conforme k 
Tinvention mis en oeuvre selon une premiere forme de realisation, 
10 La Figure 2 est une vue schematique en elevation explicitant le principe du 

dispositif d'inspection conforme a Tinvention selon une deuxieme forme de 
realisation. 

La Figure 3 est une vue schematique en plan explicitant le principe du 
dispositif d'inspection selon Tinvention illustre a la Fig. 2. 

15 Tel que cela ressort plus precis&nent des Fig. 1 a 3, Tobjet de Tinvention 

concerne un dispositif optoelectronique 1 pour inspecter une surface de revolution T 
d'un recipient 3 au sens general. Ce recipient 3 qui presente un axe de symStrie ou de 
revolution X presente de preference mais non exclusivement un caractere transparent 
ou translucide. Un tel dispositif d'inspection 1 comporte un systeme 5 d'eclairage de 

20 la surface k inspecter T et un systeme 6 de formation d'une image de la surface a 
inspecter T. Un tel systdme de formation 6 comporte notamment une camera 7 munie 
d'un objectif 8 et reliee h une unite de traitement et d' analyse adaptee pour analyser 
le signal video delivr6 par la camera en vue de controler des caracteristiques de la 
surface a inspecter T. L'unite de traitement et d'analyse ne sera pas decrite plus 

25 precisement dans la mesure oil elle ne fait pas partie de Tobjet de Tinvention et fait 
partie des connaissances de Thomme du metier. 

Tel que cela ressort plus precisement des Fig. 2 et 3, le systeme d'eclairage 5 
presente une surface d'eclairage S possedant un axe de revolution A et presentant 
toutes formes et dimensions de revolution par exemple, cylindrique, conique, 

30 hemisph^rique ou plane comme illustre sur les figures. Cette surface d'eclairage S est 
divisee-en-au mains trois secteurs angulaires Si, 82, S 3 eniettant cha^un urrspectre de 
rayonnement donne, disjoint de tous les spectres des autres secteurs. En d'autres 
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termes, k chaque secteur angulaire Si, S 2 , S 3 est attribue un spectre de rayonnement 
donne qui est disjoint des autres spectres affectes aux autres secteurs. Ainsi, les 
spectres de rayonnement n'ont aucune valeur commune, c'est-&-dire ne se 
chevauchent pas. De pref6rence, il peut etre pr6vu que chaque spectre de 
5 rayonnement correspond a une couleur donn6e par exemple rouge, vert, bleu ou 
jaune. Dans l'exemple illustre aux Fig. 2 et 3, les secteurs angulaires Si, S 2 , S 3 
emettent des spectres de rayonnement respectivement rouge R, vert V et bleu B. n 
est a noter qu'au sens de l'invention, chaque secteur angulaire Si, S2, S 3 de la surface 
d'6clairage S comporte un spectre de rayonnement donne, de sorte qu'en chaque 

10 point des secteurs angulaires Si, S 2 , S3, le spectre de rayonnement 6mis est disjoint 
du spectre de rayonnement emis au voisinage d'un point oppose ou symetrique pris 
par rapport k l'axe de revolution A. 

Le systeme d'eclairage 5, tel que d£crit ci-dessus, permet d'6clairer la surface k 
inspecter T selon au moins et dans l'exemple illustre, trois secteurs angulaires Ti, T2, 

15 T3. En d'autres termes, la surface a inspecter T se trouve divisSe en au moins trois 
secteurs angulaires Ti, T2, T 3 recevant chacun au moins un spectre de rayonnement 
donne. H est a noter que le recipient 3 est place de manfere que son axe de revolution 
X se trouve place dans le prolongement de Paxe de revolution A du systeme 
d'eclairage. Dans l'exemple illustre aux Fig. 2 et 3, les secteurs angulaires Ti, T 2 , T 3 

20 de la surface de bague T re9oivent les spectres de rayonnement correspondant 
respectivement rouge R, vert V et bleu B. II doit ainsi Stre compris qu'il est affect6, a 
chaque secteur angulaire T{ 9 T 2 , T 3 de la surface k inspecter T, un spectre de 
rayonnement disjoint des autres spectres de rayonnement. Chaque secteur angulaire 
Ti, T2, T 3 de la surface de bague T presente de preference, une 6tendue angulaire 

25 identique, a savoir 120° dans l'exemple illustre. Dans le cas oil la surface a inspecter 
T est divis6e en quatre secteurs, chacun d'eux presente une etendue angulaire de 90°. 

Selon une premiere variante de realisation illustree a la Fig. 1, le systeme 
d'eclairage 5 comporte une serie de sources lumineuses 61ementaires 10 telles que 
des diodes electroluminescentes r6parties selon trois secteurs angulaires Si, S2, S 3 en 

30 emettant, pour chaque secteur angulaire, un spectre de rayonnement donne. Dans 
l'exemple illustre, il peut etre prevu de nionter dans chaque secteur angulaire Si, S2, 
S 3 des diodes d'une couleur donnee par exemple rouge, verte ou bleue. 
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Dans 1'exemple illustre k la fig. 1 visant plus particulierement un dispositif de 
detection de defauts de surface, le syst&me d'eclairage 5 comporte un systeme 
optique 12 dispos6 entre les sources lumineuses 61ementaires 10 et la surface a 
inspecter T et adapte pour assurer la convergence ou la focalisation de Fanneau 
5 lumineux uniforme en un point de convergence F sitae sur l'axe de symetrie X du 
recipient. Selon cet exemple, la surface T de bague a inspecter est done eclairSe par 
un faisceau lumineux incident uniforme et convergent. Bien entendu, l'objet de 
Finvention s'applique quelle que soit la nature de l'eclairage. Ainsi, la lumiSre emise 
en direction du recipient peut presenter des caracteristiques tres diversifies telles 
10 que par exemple, divergente ou convergente, plus ou moins etendue, homog&ne, 
diffuse, etc. 

Selon une deuxieme variante de realisation illustree plus particulierement aux 
Fig. 2 et 3, le syst&ne d'eclairage 5 comporte une source lumineuse annulaire 13 
d'axe de revolution A, presentant l'ensemble des spectres de rayonnement et une 

15 s6rie de filtres 14i, 14 2 , 143 disposes entre la source annulaire 13 et la surface k 
inspecter T. Chaque filtre 14i, 14 2 , 143 s'etend ainsi sur un secteur angulaire donne 
Si, S 2 S3 de la surface d'eclairage et presente un spectre de transmission donne 
disjoint de celui des autres filtres. En d'autres termes, chaque filtre 14i, 14 2 , 14 3 est 
passant pour un spectre de rayonnement donne et bloquant pour les autres spectres de 

20 rayonnement. Dans 1'exemple considexe, chaque secteur angulaire Si, S 2 , S3 de la 
surface d'eclairage S est equipe d'xm filtre tel que chacun d'eux permet la 
transmission d'un spectre de rayonneiment different respectivement rouge R, vert V, 
bleu B. 

Selon une autre caracteristique de Finvention, le systeme 6 forme pour chaque 
25 secteur angulaire Ti, T 2 , T3 de la surface k inspecter T, une image, en selectionnant 
uniquement les rayons lumineux renvoyes par la surface T et presentant un desdits 
spectre de rayonnement donne, de maniere a eliminer les rayons lumineux parasites 
dent le spectre de rayonnement ne correspond pas a celui selectionne pour ledit 
secteur angulaire. En d'autres termes^ le systeme 6 recupere pour chaque secteur 
30 angulaire Ti, T 2 , T3 de la surface a inspecter T, uniquement les rayons lumineux 
renvoyes par la surface a inspecter T et presentant pour chaque secteur angulaire Ti, 
T 2 , T3 de la surface a inspecter T, le spectre de rayonnement selectionn6 ou affecte 
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audit secteur angulaire. II doit etre compris que chaque secteur angulaire Ti, T2, T3 
de la surface k inspecter T peut recevoir plusieurs spectres de rayonnement. 
Toutefois, chaque spectre de rayonnement re9U par un secteur angulaire Ti, T2, T3 de 
la surface k inspecter T, qui est different de celui affecte audit secteur angulaire, est 
5 61imin6 car consid6r6 comme un parasite lumineux. 

A titre d'exemple, la Fig. 2 montre que notamment chacun des secteurs 
angulaires Ti, T3 de la surface a inspecter T renvoie deux spectres de rayonnement a 
savoir rouge R et bleu B. Cependant, le systeme de formation 6 est adapt6 pour 
recuperer pour ces secteurs angulaires Ti, T3 uniquement les spectres de 

10 rayonnement attribues a ces secteurs, a savoir respectivement rouge R, et bleu B. 

Dans Pexemple illustr6 sur les Fig. 2 et 3, la s61ection des spectres de 
rayonnement pour chaque secteur angulaire de la surface de bague T est r6alisee par 
Putilisation de filtres optiques en nombre et en position identiques aux secteurs 
angulaires de la surface a inspecter T. Ainsi des filtres 15i, 15 2 , 15 3 sont interposes 

15 entre la camera 8 et la surface a inspecter T en s'etendant sur une 6tendue angulaire 
respectivement Ui, U2, U3 correspondant a celle d'un secteur angulaire Ti, T 2 , T3 de 
la surface de bague T. Chaque filtre 15i, 152, 153 pr6sente un spectre de transmission 
donne disjoint de celui des autres filtres. En d'autres termes, chaque filtre est passant 
pour un spectre de rayonnement donne et bloquant pour les autres spectres de 

20 rayonnement. Dans l'exemple illustre aux Fig. 2 et 3, chaque secteur angulaire Ui, 
U2, U 3 de la surface d'un filtre est tel que chacun d'eux permet la transmission d'un 
spectre de rayonnement different respectivement rouge R, vert V, bleu B 

La Fig. 1 illustre une deuxieme variante a savoir electronique ou logicielle 
pour selectionner parmi les faisceaux renvoy6s par la surface k inspecter T, les 

25 spectres de rayonnement pour chacun des secteurs angulaires de ladite surface a 
inspecter. A cet egard, les faisceaux renvoyes par la surface a inspecter T sont 
recup6res par une camera couleur dont Tunite d'analyse et de traitement associee 
pennet de separer les spectres de rayonnement a savoir rouge, vert, bleu, pour chaque 
secteur angulaire de la surface k inspecter T\ Tel qu'illustre, il est ainsi obtenu, pour 

30 chaque secteur angulaire de la surface a inspecter T, une image rouge Ir, verte I v et 
bleue Ib dont la combinaiscn permet d'obtenir une image It de la surface inspectee 
d^coupee en secteurs angulaires. Pour chacun de ces secteurs angulaires, les moyens 
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de traitement permettent d'obtenir un signal repr6sentatif d'un spectre de 
rayonnement donn6 disjoint de celui des autres secteurs angulaires. II est k noter que 
ce traitement logiciel effectue au niveau des signaux delivres par la camera couleur 
permet d'aboutir a un traitement equivalent k celui op6r6 par les filtres decrits en 
5 relation des Fig.2 et 3. 

Selon un exemple pr6f6r6 de realisation, chaque secteur angulaire Si, S 2 , S 3 du 
systeme d'eclairage 5 est situ6 du meme cot6 par rapport k l'axe de revolution X 
qu'un secteur angulaire de surface de bague T, dont le spectre de rayonnement 
recuper6 correspond a celui du secteur angulaire Si, S2, S3 voisin. Ainsi, tel que cela 

10 ressort de l'exemple illustre aux Fig. 2 et 3, le secteur angulaire S3 Smettant un 
spectre de rayonnement bleu est situ6 du meme cote par rapport a l'axe de 
r6volution X, que le secteur angulaire T 3 de la surface de bague a partir duquel est 
recup6re le spectre de rayonnement bleu. Le systeme de formation d' images 6 forme 
ainsi une image en selectioirnant les rayons lumineux renvoyes pour chaque secteur 

15 angulaire de la surface k inspecter T, situe du meme cote que le secteur angulaire du 
systdme d'eclairage. 

Selon cet exemple prefere de realisation, le dispositif 1 selon Finvention 
permet de separer totalement les composantes de la lumiere dite opposee et 
adjacente. En d'autres termes, les faisceaux lumineux renvoyes par la surface a 

20 inspecter T et destines a former Timage proviennent uniquement des faisceaux 
lumineux incidents provenant d'un secteur d'eclairage adjacent, c'est-i-dire situe du 
meme c6te par rapport a Taxie de revolution X. Ainsi, les rayons lumineux renvoyes 
par la surface de bague T d'un secteur donne ne renvoient pas les faisceaux lumineux 
provenant d'un secteur angulaire de la source d'eclairage oppose puisque les rayons 

25 lumineux renvoyes sont bloques par le filtre. En observant un secteur angulaire (par 
exemple Ti) eclaire, par ex.emple en rouge a travers le filtre rouge 14i et en ne 
recevant aucune lumiere opposee soit verte ou bleue pour le secteur rouge, seule la 
lumiere rouge adjacente au secteur angulaire Ti contribue k P image. Les parasites 
provenant des faisceaux opposes peuvent done 6tre supprimes, ce qui offre une 

30 meilleure discrimination des defauts. 

H est a noter que pour certaines applications, il peut etre envisage de 
selectionner uniquement les rayons lumineux renvoyes par la surface k inspecter T et 
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provenant d'un secteur angulaire du secteur d'6clairage qui se trouve situ6 du cote 
oppose, par rapport a l'axe de revolution X, au secteur angulaire de ladite surface a 
inspecter. Par exemple dans Pexemple illustr6, il peut etre pr6vu que le filtre 15 x 
s'etendant sur le secteur angulaire Ui permette la transmission du spectre de 
5 rayonnernent bleu qui est 6mis par le secteur angulaire S 3 situ6 du cote oppos6 par 
rapport k Taxe de revolution X, au filtre 15i. 

L'invention n ! est pas limitee aux exemples d6crits et repr6sentes car diverses 
modifications peuvent y etre apportSes sans sortir de son cadre. 
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REVINDICATIONS 

1 - Proc6d6 optoelectronique d'inspection d'une surface de revolution (T) d'un 
recipient (3) presentant un axe de Evolution (X), le proc6de comportant les etapes 
suivantes : 

5 - eclairer la surface k inspecter (T) a Paide d'un systeme d'eclairage (5) 

presentant un axe de revolution situe dans le prolongement de l'axe de revolution (X) 
du recipient, et comportant au moins trois spectres de rayonnement donnes, 

- former une image (I) de la surface k inspecter a Paide d'une camera (7), 

- et analyser Pimage formee en vue de contrdler des caracteristiques de la 
10 surface k inspecter, 

caracterise en ce qu'il consiste : 

- a eclairer selon au moins trois secteurs angulaires (Si, S 2 , S 3 ) emettant 
chacun un spectre de rayonnement donne et disjoint de tous les spectres des autres 
secteurs, 

15 - et k former une image, pour chaque secteur angulaire de la surface a 

inspecter (Ti, T 2 , T 3 ) en selectionnant uniquement les rayons lumineux renvoyes par 
la surface a inspecter et presentant un desdits spectres de rayonnement donne, de 
maniere k eliminer les rayons lumineux parasites dont le spectre de rayonnement ne 
correspond pas a celui selectionne pour ledit secteur angulaire. 

20 2 - Proc6de selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il consiste a former 
pour chaque secteur angulaire (Ti, T 2 , T 3 ) de la surface k inspecter (T), une image en 
selectionnant uniquement les rayons lumineux renvoyes par la surface et provenant 
d'un secteur angulaire (Si, S 2 , S 3 ) du systeme d'eclairage situe du mSme cote que 
ledit secteur angulaire de la surface a inspecter par rapport a Paxe de revolution (X). 

25 3 - Procede selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il consiste pour chaque 
secteur angulaire (Ti, T 2 , T 3 ) de la surface k inspecter (T), a former une image en 
selectionnant uniquement les rayons lumineux renvoyes par la surface et provenant 
-dl un secteur angulair e (Si, S 2 , S 3 ) du systeme d'eclairage situe du cote oppose dudit 
secteur angulaire (Ti, T 2 , T 3 ) par rapport a Paxe de revolution (X). 

30 4 - Procede selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il consiste a eclairer la 
suifaxxe-a inspecter (T)~en secteurs^gniair^S-de^V-aleiirs-egales, 
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5 - Proced6 selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il consiste a eclairer par 
des spectres de rayonnement correspondant chacun a une couleur donnde. 

6 - Proced6 selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il consiste k analyser 
l'image formee pour d6terminer les defauts de bavure ou de surface d'une bague 

5 d'un recipient. 

7 - Dispositif optoelectronique d'inspection d'une surface de revolution (T) d'un 
recipient (3) presentant un axe de revolution (X), le dispositif comportant : 

- un systeme d'eclairage (5) presentant un axe de revolution situe dans le 
prolongement de l'axe de revolution (X) du recipient, et comportant au moins trois 

1 0 spectres de rayonnement donnes, 

- et un systeme (6) de formation d'une image (I) de la surface a inspecter 
comportant une camera (7) et des moyens (9) d'analyse de l'image en vue de 
controler des caracteristiques de la surface k inspecter, 

caracterise en ce que : 

15 - le systeme d'eclairage (5) presente une surface d'eclairage (S) divis6e en 

au moins trois secteurs angulaires (Si, S 2 , S 3 ) emettant chacun un spectre de 
rayonnement donne et disjoint de tous les spectres des autres secteurs, 

- le systeme de formation d' images (6), forme pour chaque secteur angulaire 
(Ti, T 2 , T 3 ) de la surface a inspecter, une image en s61ectionnant uniquement les 

20 rayons lumineux renvoyes par la surface et pr6sentant un desdits spectres de 
rayonnement donne, de mani&re a eliminer les rayons lumineux parasites dont le 
spectre de rayonnement ne correspond pas a celui selectionne pour ledit secteur 
angulaire* 

8- Dispositif selon la revendication 7, caracterise en ce que le systeme de 
25 formation d'images (6) forme pour chaque secteur angulaire (Ti, T2, T3) de la 
surface a inspecter, une image en selectionnant uniquement les rayons lumineux 
renvoyes par la surface et provenant d'un secteur angulaire (Si, S 2 , S 3 ) du systeme 
d'eclairage situe du meme cote que ledit secteur angulaire de la surface a inspecter, 
par rapport a 1'axe de revolution (X). 
30 9- Dispositif selon la revendication 7, caracterise en ce que le systeme de 

formation d'images (6) forme pour chaque secteur angulaire (Ti, T 2 , T 3 ) de la 
surface a inspecter, une image en selectionnant uniquement les rayons lumineux 
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renvoyes par la surface et provenant d'un secteur angulaire (Si, S 2 , S 3 ) du systeme 
d'Sclairage situe du cote oppos6 que ledit secteur angulaire de la surface k inspecter, 
par rapport a l'axe de r6volution (X). 

10 - Dispositif selon la revendication 7, caracterise en ce que le systeme 
5 d'Sclairage (5) comporte une source annulaire (13) presentant l'ensemble des 
spectres de rayormement donn6s et une serie d'au moins trois filtres (14i, 14 2 , 14 3 ) 
disposes entre la source annulaire (13) et la surface a inspecter (T), s'etendant 
chacun sur un secteur angulaire (Si, S 2 , S 3 ), chaque filtre presentant un spectre de 
transmission donn6 disjoint de celui des autres filtres. 
10 11 - Dispositif selon la revendication 8, caracterise en ce que le systeme 

d'6clairage (5) comporte une serie de sources lumineuses elementaires (10) telles que 
des diodes electroluminescentes reparties selon au moins trois secteurs angulaires 
(Si, S 2 , S 3 ), en emettant pour chaque secteur angulaire un spectre lumineux disjoint 
entre eux. 

15 12 - Dispositif selon la revendication 7, caracteris6 en ce que le systeme de 

formation d'images (6) comporte une serie d'au moins trois filtres (15i, 15 2 , 15 3 ) 
interposes entre la camera (7) et la surface a inspecter (T) en s'etendant chacun sur 
un secteur angulaire (Ui, U 2 , U 3 ), chaque filtre presentant un spectre de transmission 
donne disjoint de celui des autres filtres. 

20 13 - Dispositif selon la revendication 7, caracterise en ce que le systeme de 

formation d'images (6) comporte des moyens de traitement des signaux delivres par 
une camera couleur (7) de maniere a obtenir, pour chaque secteur angulaire de la 
surface a inspecter (Tl, T2, T3), un signal repr6sentatif d'un spectre de rayonnement 
donne. 
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